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Meiieinrichtung fiir zwei MeBrichtungen 



Die Erfindung betrifft eine Mefleinrichtung fQr zwel 
MeJJrichtungen gemaB dem Oberbegrlff des Anspriichs 

Eine derartige Meiieinrichtung wird insbesondere bei 
einer . Bearbeitungsmaschine oder MeBmaschine zur 
Messung der Relativlage von Objekten eingesetzt. 

Eine MeBeinrichtung, bei der einer Meflteilung eine 
Ref erenzmarke zugeordnet ist, ist beispielsweise 
aus der DE-PS 32-45 914 bekannt, 

Bei einer solchen Mefleinrichtung kSnnen die an der 
wenigstens einen Ref erenzmarke erzeugten Ref erenz- 
signale auf verschiedene Weise verwertet werden, z. 
B. zum Reproduzieren der Nullposition im Zahler, 
zum Anfahren einer bestimmten Position zu Beginn 
einer Messung oder zur Kontrolle von StSrimpulsen 



sowie zur Beauf schlagung elner nachgeschalteten 
SteuereJLnr Ichtung • 

Wurde man bei einer MeBeinrlchtung fiir zwei MeB- 
rlchtungen Y den beiden Meflteilungen jeweils 

eine derartige bekannte Refer enzmarke zuordnen, so 
beflndet sich die der Mefitellung X zugehorlge Re- 
ferenzmarke an elner bestlmmten Position der MeJ3- 
richtung Y und die der MeBrlchtung Y zugehSrlge 
Referenzmairke Iri elner bestlmmten Position der MeB- 
rlchtung X. Zum Abtasten der der MeBrlchtung X zu- 
gehorlgen Ref erenzmarke aus elner belleblgen MeB- 
position heraus muB die Abtastelnrlchtung zunachst 
in MeBrlchtung Y bis zu dieser besagten Position 
und sodann in MeBrlchtung X bis zum Erreichen die- 
ser Ref erenzmarke verfahren. werden; ein analoger 
Vor gang 1st zum Abtasten der der MeBrlchtung Y zu- 
gehorlgen Ref erenzmarke erforderllch. Das Aufflndeh 
dieser Posit lonen 1st aber umstandllch und daher 
zeltauf wendlg • 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei einer 
MeBeinrlchtung fiir zwei MeBrichtungen das Abtasten 
von Referenzmarken wesentlich zu verelnf achen. 

pjLese Aufgabe wird erf lndungsgemcU3 durch die kenn- 
zelchnenden Merkmale des Anspruchs 1 gel5st. 

Die mlt der . Erf Indung erzlelten Vprtelle bestehen 
insbesondere darln, daB durch die ISngserstreckte 
Ausbildung wenigstens einer Ref erenzmarke in der zu 
ihrer zugehcJrigen MeBrlchtung senkrechten MeBrlch- 
tung diese Ref erenzmarke bei einer Unterbrechung 
des MeBvorganges - belspielsweise durch einen 
Stromausfall, bei dem der momentane 



PosltionsmeAwert verlorengeht - aus jeder bellebl- 
gen momentanen Meiiposition heraus durch Verfahren 
der Abtasteinrlchtung lediglich in der zugehorigen 
Meflrichtung zur Wiedergewlnnung der Bezugsposition 
auf ktirzestem Weg und in kflrzester Zeit abgetastet 
werden kann. 

Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung entnimmt 
man den Unteranspriichen * 

Ausfuhrungsbeisplele der Erfindung werden anhand 
der Zelchnung naher erlMutert. 

Es zeigen 

Figur 1 einen AusschAitt einer Bear- 
beltungsmaschine , 

Figur 2 einen ersten TeilungstrSger mit 
eirier ersten Abtastplatte und 

Figur 3 einen zweiten TeilungstrSger 
mit einer zweiten Abtastplatte. 

in Figur 1 ist in einem Ausschnitt eine numerisch 
gesteuerte Bearbe itungsmas chine . 1 gezeigt, die auf 
einem Bett 2 einen Kreuztisch 3 aufweist, dessen 
Verschiebungen in Meiirichtung X und in Meiirichtung 
y bezuglich des Betts 2 gemessen werden sollen. Ein 
am Bett 2 angeordneter Stander 4 tragt eine Abtast- 
einrichtung A, der ein auf dem Kreuztisch 3 ange- 
ordneter Teilungstrager TT zugeordnet ist. 

In Figur 2 ist ein erster Tel lungs trager TTl mit 
einer ersten MeBteilung TXl fiir die Meflrichtung X 



und mit elner ersten MeBteilung TYl fur die Mefi- 
richturig Y dargestellt. Die beiden ersten MeJitel- 
lungen TXlv TYl bestehen jeweils aus Linearteiluii- 
gen mit senkrecht zueinander verlauf enden Teilungs- 
strichen und sind auf dem ersten TeilungstrSger TTl 
in Me/3richtung X nebeneinander angeordnet. Die Tei- 
liingsstriche der ersten Mefiteilung TXl erstrecken 
sich senkrecht zu ihrer zugehorigen Hefirichtung X 
liber die gesamte MeBlange LY der MeBrichtung Y; 
desgleichen erstrecken sich die Teilungsstriche der 
ersten MeBteilung TYl senkrecht zu ihrer zugehSri- 
gen MeBrichtung 'y fiber die gesamte Mei31£lnge LX der 
MeBrichtung X. 

Der ersten MeBteilung TXl fiir die MeBrichtung X ist 
eine erste Ref erenzmarke RXl zugeordnet, die neben 
der ersten MeBteilung TXl auf dem ersten Teilungs-^ 
trager TTl angeordnet und liber die geseunte MeBlange 
LY der zu ihrer zugeh5rigen MeBrichtung X senkrech- 
ten MeBrichtung Y IS^ngserstreckt ist, Desgleichen 
ist der ersten MeBteilung TYl fur die MeBrichtung Y 
eine erste Ref erenzmarke RYl zugeordnet, die neben 
der ersten MeBteilung TYl auf dem ersten Teilungs- 
trager TTl angeordnet und nur liber einen kleinen 
Teil der gesamten MeBlange LX der zu ihrer zuge- 
horigen MeBrichtung Y senkrechten MeBrichtung X 
erstreckt ist. 

Die Abtasteinrichtung A weist eine nicht gezeigte 
Beleuchtungseinheit, eine erste Abtastplatte API 
sowie vier nicht dargestellte Detektoren auf. Die 
erste Abtastplatte API enthalt eine erste Abtast- 
teilung ATXl zum Abtasten der ersten MeBteilung TXl 
fiir die MeBrichtung X und eine erste Abtastteilung 
ATYl zum Abtasten der ersten MeBteilung TYl fur die 



MeJJrlchtung Y; des weiteren weist die erste Abtast- 
platte API eine erste Referenzabtasttellung ARXl 
zum Abtasten der ersten Referenzmairke RXl far die 
MeBrichtung X und eine erste Referenzabtasttellung 
ARYl zum Abtasten der ersten Ref erenzmarke RYl fiir 
die MeBrichtung y auf. Den beiden ersten Abtasttei- 
lungen ATXl/ ATYl sowle den beiden ersten Refer enz- 
abtastteilungen ARXl, ARYl slnd jewells elner der 
vier vorgenannten Detektoren zugeordnet, 

Der der ersten Abtasttellung ATXl zugeordnete De- 
tektor erzeugt bel der Abtastung der ersten Mefltei- 
lung TXl PosltionsmeBwerte fur die MeBrichtung X 
und der der ersten Abtasttellung ATYl zugeordnete 
Detektor bel der Abtastung der ersten MeBteilung 
TYl PosltionsmeBwerte fiir die MeBrichtung Y. Des- 
glelchen erzeugen der der ersten Referenzabtast- 
tellung ARXl zugeordnete Detektor bel der Abtastung 
der ersten Ref erenzmarke RXl ein erstes Referenz- 
signal fiir die MeBrichtung X und der der ersten 
Referenzabtasttellung ARYl zugeordnete Detektor bel 
der Abtastung der ersten Ref erenzmarke RYl ein, er- 
stes Referenzslgnal fiir die MeBrichtung Y. 

In Flgur 3 1st in elner bevorzugten Ausf iihrungsform 
ein zweiter Tel lungs trSger TT2 mlt elner zweiten 
MeBteilung TX2 fflr die MeBrichtting X und mlt elner 
zweiten MeBteilung TY2 fiir die MeBrichtung Y ge- 
zeigt. Die beiden zweiten MeBteilungen TX2, TY2 
bilden gemelnsam eine Kreuztellung KT, deren ge- 
kreuzten Tellungsstriche sich jewells senkrecht zu 
Ihrer zugehorigen MeBrichtung X, Y uber die gesamte 
MeBiange LY, LX der MeBrichtung Y, X erstrecken. 



Bei. der Kreuzteilung KT ist der zweiten MeAtellung 
TX2 fOr die/ MeJJrlchtung X eine zweite Referenzmarke 
RX2 zugeordnet, die neben der ersten Meflteilung TX2 
auf dem zweiten TeilungstrMger TT2 angeordnet und 
liber die gesamte Mefilange LY der zu ihrer zugeho- 
rlgen MeBrichtung X senkrechten MeBrlcht:ung Y 
ISngserstifeckl: ist* Desgleicheii ist: der zweiten 
Meflteilung TY2 fiir die Meflrichtung Y eine zweite 
Referenzmarke RY2 ziigeordnet, die neben der zweiten 
MeBteiliing TY2 auf dem zweiten Tei lungs trager TT2 
angeordnet und ebenfalls liber die gesamte MefilSnge 
IiX der zu ihrer zugehorigen MeBrichtung Y senkrech- 
ten MeJirichtung X ISngserstreckt ist. 

Die Abtasteinrichtung A weist eine nicht gezeigte 
Beleuchtungseinheit, eine zweite Abtastplatte AP2 
spwie vier nicht dargestellte Detektoren auf. Die 
zweite Abtastplatte AP2 enthSlt eine zweite Abtast- 
teilung ATX2 ziun Abtasten der zweiten MeJBteilung 
TX2 fiir die MeJirichtung X und eine zweite Abtast- 
teilung ATY2 zum Abtasten der zweiten MeJBteilung 
TY2 fur die MeBrichtung Y; des weiteren weist die 
zweite Abtastplatte AP2 eine zweite Ref erenzabtast- 
teilung ARX2 zum Abtasten der zweiten Referenzmarke 
RX2 fiir die Meflrichtung X und eine zweite Referenz- 
abtastteilung ARY2 zum Abtasten der zweiten Refe^ 
renzmarke RY2 ifiir die Mefirichtung Y auf. Den beiden 
Abtastteiluhgen A7X2, ATY2 sowie den beiden Refe- 
renzabtastteilungen ARX2, ARY2 sind jeweils einer 
der vier vorgenannten Detektoren zugeordnet. 

Der der zweiten Abtastteilung ATX2 zugeordnete De-- 
tektor erzeugt bei der Abtastung der zweiten Meli- 
teilung TX2 Abtastsignale zur Gewinnung von Posi- 
tionsmeflwerten fiir die Meflrichtung X und der der 



zweiten Abtasttellung ATy2 zugeordnete Detektor bei 
der Abtastung der zweiten MeBteilung TY2 Abtastsi- 
gnale zur Gewlnnung von Positionsmefiwerten fur die 
Meiirichtung Y. Desgleichen erzeugen der der zweiten 
Ref erenzabtasttellung ARX2 zugeordnete Detektor bei 
der Abtastung der zweiten Ref erenzmarke RX2 ein 
zweltes Referenzslgnal fiir die Me/Jrichtung X und 
der der zweiten Ref erenzabtasttellung ARy2 zugeord- 
nete Detektor be! der Abtastung der zweiten Refe- 
renzmarke RY2 eln zweltes Referenzslgnal fflr die 
Meflrichtung Y. 

Bei einer Unterbrechung des MeBvorganges - bel- 
spielsweise durch Stromausfall - befindet sich die 
Abtastelnrlchtung A nach Flgur 2 bezaglich des er- 
sten Tellungstragers TTl In einer unbekannten mo- 
mentaneh Position mlt verlorengegangenen Posltlons- 
werten x, y. Zur Wledergewlnnung dleser Position 
werden die be iden Z Shier ftir die beiden MeBrlchtun- 
gen X, Y der MeBeinrichtung auf den Wert Null ge- 
setzt. Zunachst wird die Abtastelnrlchtung A in 
negatlver Meiirichtung X bis zur Abtastung der 
langserstreckten ersten Ref erenzmarke RXl verfah- 
ren, so daB der verlorengegangene Positionswert x 
im zahler fur die MeBrlchtung X ansteht. Anschlle- 
Bend wlrd die Abtastelnrlchtung A wleder in posl- 
tlver MeBrlchtung X um eine besltlmmte Strecke Xo 
(die Strecke x^ 1st als die Streckendif f erehz zwl- 
schen der langserstreckten ersten Ref erenzmarke RXl 
und der kurzen ersten Referenzmarke RYl in der MeB- 
einrichtung gespeichert) und sodann in negatlver 
MeBrlchtung Y bis zur Abtastung der kurzen ersten 
Referenzmarke RYl verfahren, so daB nun der verlo- 
irengegangenfe Positionswert y im Zahler fiir die MeB- 
rlchtung Y erschelnt. Mlt dlesen wledergewonnenen 
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Posltlonswerten X/ y kann die momentane Position 
bei der Unterbrechung des MeAvorganges wieder ange- 
fahren werden. 

5 Nach Figur 3 wird der verlorengegangene Positions- 
wert X wie vorstehend ermittelt* Anschliei3end kann 
sofort durch Verfahren der Abtasteinrichtung A in 
negativer Melirichtung Y durch Abtasten der langser- 
streckten zweiten Referenzmarke RY2 der verlorenge- 
10 gangenen Positionswert y e™ittelt werden. 

In nicht dargestellter Weise konnen jeder MeBtei- 
lung beidseitig auch zwel Referehzmarken zugeordnet 
werden; in diesem Fall sind fiir jede Mefirichtung 
15 zwei Referenzabtastteilungen erf orderlich . Bei ei- 
ner Unterbrechung des Meiivorganges kann somit eine 
Ref erenzmarke in beliebiger Richtung zur Wiederge- 
wlnnung der verlorengegangenen Bezugsposition an- 
ge fahren werden. 

20 

Die Erfindung ist sowohi bei lichtelektrischen als 
auch bei magnetischen, kapazitiven Oder induktiven 
MeBeinrichtungen mit Erfolg einsetzbar. 

25 
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AnsprQche • 

!• Mefleinrichtung fUr zwei Meflrichtungen zur Mes- 
sung der Relativlage von Objekten, bei der fQr 
jede MeBrichtung elne Me/Jteilting von einer Ab- 
tastelnrichtung abgetastet wlrd/ dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl jeder MeBteilung (TX, TY) wenig- 
stens eine Referenzmarke (RX, RY) zugeordnet ist 
und daB wenigstens eine Referenzmarke (RX, RY) 
iiber die MeBlange (LY, tX) der zu ihrer zugeho- 
rigen MeBrichtung (x, Y) senkrechten MeBrichtung 
(Y/ X) ISngserstreckt ist. 

2. MeBeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fur jede MeBrichtung (X, Y) die 
wenigstens eine Referenzmarke (RX, RY) uber die 
gesamte MeBlange (LY, LX) der zu ihrer zugehS- 
rigen MeBrichturig (X, Y) senkrechten MeBrichtung 
(Y, X) langserstreckt ist. 

3. MeBeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die beiden MeBteilungen .(TXl, TYl) 
aus zwei gesonderten Linearteilun^teh bestehen, 
deren Teilungsstriche senkrecht zueinander und 
senkrecht zu ihrer zugehSrigen MeBrichtung (X, 
Y) verlaufen. 



Mefleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zelchnet;, daJ3 die beiden MeBteilungen (TX2, TY2) 
gemelnsam eine Kreuztellung (KT) bildeii/ deren 
gekreuzte Teilungsstriche jewells senkrecht zu 
ihrer zugehOrlgen MeBrlchtung (X, Y) verlaufen. 
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